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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 
 
コヒーレント X線回折イメージングは、試料からのコヒーレント X線回折パターン測定と位相回復計算に基づくレンズ

レスイメージング技術である。本研究では、結晶試料からのコヒーレントブラッグ回折測定に基づくコヒーレント X 線回
折イメージング技術を新たに開発し、コヒーレント前方回折データとブラッグ回折データを統合し位相回復計算を実行
することで、金属ナノ粒子の原子分解能イメージングを実証することが目的である。 
結晶試料からのコヒーレントブラッグ回折測定に必要な試料および検出器位置調整機構を開発し、コヒーレントブラ

ック回折測定システムを構築した。本装置を用いて、～100nmサイズの銀ナノキューブ単結晶粒子のコヒーレントブラッ
グ回折測定を大型放射光施設 SPring-8 にて行ったところ、面心立方構造を有する銀ナノキューブ粒子の 220 面およ
び 200 面からのコヒーレントブラッグ回折パターンの測定に成功し、開発した装置が原子分解能イメージングに耐えう
る性能を有していることを確認できた。しかしながら、現状の SPring-8 のコヒーレントフラックスが十分でないために、
前方回折強度パターンとブラッグ回折パターンの間に存在する微弱な散乱強度パターンを取得することができず、当
初予定していた前方回折データとブラッグ回折データを統合した原子分解能イメージングを実証するには至らなかっ
た。 しかしながら、並行して行ったシリコン単結晶薄膜のブラッグコヒーレント回折パターン測定の結果、回折パター
ンに結晶転位に関する情報が含まれていることが判明し、位相回復計算の結果、シリコン中の転位歪場の実空間像
を再構成することに成功した。すなわち、コヒーレントブラッグ回折データのみからも、原子レベルでの構造変化を捉え
ることが可能であり、ブラッグ回折を利用したコヒーレント回折イメージングの有意性を示すことができた。 
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欧文概要 ＥＺ 

 
Coherent x-ray diffraction imaging  (CXDI) is a lensless imaging technique based on coherent 
diffraction pattern measurements and a phase retrieval calculation. In this study, we developed an 
apparatus for coherent diffraction pattern measurements in Bragg geometry and tried to demonstrate 
atomic resolution imaging of metallic nanoparticles by combining CXDI in Bragg geometry with CXDI in 
forward geometry.  
 We newly developed a diffractometer for measurements of coherent Bragg diffraction patterns from 
crystals. We successfully measured coherent diffraction patterns of (220) and (200) reflections of a 
silver nanocube particles of ～ 100nm in size at SPring-8. However, we could not demonstrate 
atomic-resolution imaging by combining CXDI in Bragg geometry with CXDI in forward geometry since the 
incident x-ray intensity was insufficient. However, as a result of coherent diffraction pattern 
measurements of a silicon single crystal membrane, we succeeded in the observation of specific 
diffraction patterns due to the dislocation in the silicon crystal and reconstructing an image of 
nanometer-scale dislocation strain fields.  
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